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※概要（Summary）： 
半導体デバイスの微細化によって、機器の性能向上や低

消費電力化が達成されている。しかし、微細化が物理的

な限界に近付くにつれ、新たな障害が浮上してきている。

我々は、優れた電気特性を持つグラフェンをトランジスタ

のチャネル材料として用いることにより、微細化に頼らず

に LSI の低消費電力化を目指している。 
 グラフェンという材料の魅力となる移動度を損なわない

ために、合成されたグラフェンが単結晶であることが必要

である。結晶性評価には TEM の制限視野電子回折

(SAED)を観察しているが、そのためのグラフェン試料の

加工づくりを行った。 
 
※実験（Experimental）： 
・SEM 
 
TEM 観察のための試料加工とは、グラフェンシートを

TEM グリッドに転写することを表す。我々は転写されたグ

ラフェンの様子を SEM で観察し、TEM 観察に値するも

のか否かを判断した。TEM グリッドの種類によっては二

次電子像、反射電子像でグラフェンの様子を認識すること

が分かりづらいことがある。その場合は、透過電子モード

を使用している。 
 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
Fig. 1(a)は Cu 表面上に成長させた、全面成膜前のグ

ラフェン（以下、島グラフェン）の SEM 像である。

これらの島グラフェンを TEM グリッドのアモルファ

スカーボン膜上に転写したものが(b)及び(c)である。

転写した島グラフェンは成長直後のものと比較する

と、破れているものや皺が大きくよっているものと多

い。しかし、2-3 割程度の確率で形を保持したまま転

写されている島グラフェンもある。これらを後日、引

き続き TEM-SAED 観察し、その結晶性評価を行った。 
 

 

  
Fig. 1 (a) SEM image of as-grown graphene islands. 
(b) TEM image of transferred graphene islands onto a 
TEM grid. (c) The magnified TEM image of (b). 
 

※その他・特記事項（Others）： 
 特になし。 
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